SYLABUS

DOTYCZY CYKLU KSZTALCENIA 2026/27-2029/30

(skrajne daty)
Rok akademicki 2027/28

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu

Mikroelektronika

Kod przedmiotu*

Nazwa jednostki
prowadzacej kierunek

Wydziat Nauk Scistych i Technicznych

Nazwa jednostki
realizujgcej przedmiot

Instytut Inzynierii Materiatowe;j

Kierunek studiow

Systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom studiow

Studia pierwszego stopnia

Profil

ogolnoakademicki

Forma studiow

Stacjonarne

Rok i semestr/y studiow

Rok Il, semestr 3

Rodzaj przedmiotu

podstawowy do wyboru

Jezyk wyktadowy polski
Koordynator dr Dariusz Ptoch
Imie i nazwisko osoby

prowadzacej/ 0osob dr Dariusz Ptoch

prowadzacych

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1.Formy zajec¢ dydaktycznych, wymiar godzin i punktéw ECTS

Semestr . Inne Liczba pkt.
- Wykt. | Cw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. (jakie?) ECTS
3 15 20 10 3

1.2. Sposob realizacji zajec
zajecia w formie tradycyjne;j
[ zajecia realizowane z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtos¢

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceng, zaliczenie bez oceny)

WYKEAD — ZALICZENIE BEZ OCENY
LABORATORIUM — ZALICZENIE Z OCENA
ZAJECIA PROJEKTOWE — ZALICZENIE Z OCENA

2.WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomos¢ fizyki w zakresie elektrycznosci, znajomos¢ analizy matematycznej i algebry.
Znajomos¢ zagadnien zwigzanych z technikami informacyjnymi i informatycznymi.




3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIE , TRESCI PROGRAMOWE | STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z zasadami dziatania podstawowych uktadéw elektronicznych
s Wyksztatcenie  umiejetnosci  postugiwania sie  podstawowymi  elementami
elektronicznymi stosowanymi w konstrukcjach elektronicznych, w tym cyfrowych
G3 Zapoznanie studentow z podstawami wspotczesnej mikroelektroniki
C Poznanie przez studenta rodzaju sygnatow, technologii wytwarzania ukfadow
4 elektronicznych oraz réznych typdw pamieci
Cs Przygotowanie studenta do badan naukowych z zakresu wybranych zagadnien z

mikroelektroniki

3.2 Efekty uczenia sie dla przedmiotu

EK (efekt
uczenia sie)

Odniesienie do
Tres¢ efektu uczenia sie zdefiniowanego dla przedmiotu efektow
kierunkowych *

EK o1

Student zna i rozumie prawa fizyczne opisujace przeptyw
pradu elektrycznego w elementach potprzewodnikowych
oraz podstawowe zjawiska wystepujace w uktadach
mikroelektronicznych. K _Wo2
Student zna budowe, zasade dziatania i charakterystyki
podstawowych elementow mikroelektronicznych, takich
jak diody, tranzystory oraz ukfady scalone.

EK_ o2

Student zna podstawowe metody pomiaru parametrow
elektrycznych uktadow mikroelektronicznych oraz zasade
dziatania aparatury wykorzystywanej w laboratoriach
mikroelektronicznych. K_Wo7y
Student zna podstawowe etapy projektowania,
testowania i eksploatacji prostych  ukfadow
mikroelektronicznych.

EK_o03

Student potrafi analizowa¢ podstawowe parametry i
charakterystyki elementéw oraz uktadow
mikroelektronicznych na podstawie danych pomiarowych
i dokumentacji technicznej oraz potrafi wykonywac | K_Uo1, K_Uo2
pomiary parametrow elektrycznych z wykorzystaniem
podstawowej aparatury laboratoryjnej, w szczegdlnosci
multimetru, oscyloskopu i zasilacza laboratoryjnego.

EK_o4

Student potrafi projektowaé, montowac i uruchamiac
proste uktady mikroelektroniczne zgodnie ze schematem | K_Uo6, K_Uo08
ideowym.

EK_os

Student potrafi wykorzystywad oprogramowanie do

symulacji i analizy dziatania prostych uktadow K_Uoz

LW przypadku $ciezki ksztatcenia prowadzacej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzgledni¢ réwniez efekty
uczenia sie ze standarddw ksztatcenia przygotowujgcego do wykonywania zawodu nauczyciela.




mikroelektronicznych, interpretowac uzyskane wyniki,

identyfikowad podstawowe uszkodzenia i
nieprawidtowosci w dziataniu uktadow
mikroelektronicznych oraz proponowac sposoby ich
eliminacji.

Student jest gotow do krytycznej oceny wynikow
pomiarow i analiz wykonywanych podczas badan
uktadow. Jest gotow do samodzielnego poszerzania

EK_o6 wiedzy [ sledzenia rozwoju technologii | K_Ko1

mikroelektronicznych oraz przestrzega zasad

bezpieczenstwa i odpowiedzialnosci podczas pracy z
aparatura laboratoryjng oraz uktadami elektronicznymi.

3.3 Tresci programowe

A. Problematyka wyktadu

Tresci merytoryczne

1.

Wprowadzenie do przedmiotu. Sygnaty analogowe i cyfrowe. Podstawowe praw rzadzace
w elektronice i mikroelektronice

Modele podstawowych elementow potprzewodnikowych. Ich realizacje techniczne.

TTL i CMOS, bufory trojstanowe.

Podstawy uktaddéw kombinacyjnych i standardowe bloki kombinacyjne.

Podstawy uktaddw sekwencyjnych. Przerzutniki. Rejestry i liczniki.

Pamieci, RAM, ROM, EEPROM , rozwdj pamieci wymiennych, pamieci Flash. Uktady
specjalizowane, "Application-Specific Integrated Circuits" — ASIC.

Wytwarzanie uktadow mikroelektronicznych. Procesy wytwarzania materiatow
potprzewodnikowych. Procesy fotolitograficzne.

Uktady elektro-mechaniczne (MEMS), Technologia MEMS/NEMS, technika ,top-down”

i ,bottom-up”. Technologia samoporzadkowania sie (self-assembly).

Krzemowa opto-mikroelektronika. Pespektywy rozwoju mikroelektroniki na bazie nowych
materiatow. Ekonomiczne aspekty mikroelektroniki, uzysk ostateczny.

B. Problematyka laboratoriow

Tresci merytoryczne

1.
2.

Bramki logiczne. Podstawowe uktady kombinacyjne. Minimalizacja funkcji logicznych.
Liczniki szeregowe (asynchroniczne) i rownolegte (synchroniczne). Realizacja

z wykorzystaniem pakietu Multisim.

Projektowanie ptytek drukowanych PCB. Dla okreslonego schematu, odpowiednio do
swojego indywidualnego zadania, studenci testuja uzyskane rozwigzanie na komputerze za
pomoca pakietu Multisim.

Zaprojektowanie okreslonego schematu odpowiednio do swojego indywidualnego zadania
przy wspotpracy pakietu Multisim i Srodowiska graficznego LabView.

C. Problematyka zajec projektowych




Tresci merytoryczne

Kazdy student projektuje, odpowiednio dla swojego indywidualnego zadania, dekoder jedne;j
analogowej funkcji w inng, z posrednim przetwarzaniem jej w forma cyfrowa. Otrzymany
schemat student testuje na komputerze za pomoca specjalistycznego programu Multisim
(aplikacja do przechwytywania i symulacji schematdw analogowych i cyfrowych).

3.4 Metody dydaktyczne

Wyktad: wyktad z prezentacjg multimedialna.

Laboratorium.: praca przy stanowiskach ¢wiczeniowych.

Zajecia projektowe: zaprojektowanie i wykonanie pomiaréw wybranych wtasnosci uktadow
elektronicznych

4. METODY | KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektow uczenia sie

Metody oceny efektow uczenia sie Forma zajec
Symbol efektu (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, dydaktycznych
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajec) (w., tw., ...)
EK_o1 Kolokwium ustne, obserwacja w trakcie zajec W., LAB.
EK_o2 Kolokwium ustne, obserwacja w trakcie zajec LAB., PROJEKT
EK_o3 Kolokwium ustne, obserwacja w trakcie zaje¢, ocena | w., LAB.
sprawozdania
EK_o4 Obserwacja w trakcie zaje¢, ocena sprawozdania LAB., PROJEKT
EK_os Obserwacja w trakcie zaje¢, ocena sprawozdania LAB., PROJEKT
EK_o06 Obserwacja w trakcie zajec LAB., PROJEKT

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Zaliczenie przedmiotu odbywac sie bedzie poprzez sprawozdania, aktywnosc¢ na zajeciach,
udziat w dyskusji, zaliczenie projektu. Weryfikacja osigganych efektow ksztatcenia
kontrolowana jest na biezgco w trakcie realizacji zajec¢. Ocena uzyskana z zaliczenia przedmiotu
pozwoli ocenic stopien osiggnietych efektow.

L.p. | Metoda weryfikacji

Kolokwium ustne sprawdzajgce przygotowanie do wykonania ¢wiczenia.

Ocena pracy na stanowisku pomiarowym, ocena wykonania pomiardw i opracowania
wynikow.

3 Ocena projektu




Ocena | Kryteria oceny
dst Student zna elementy mikroelektroniczne, wie jaka petnia role w uktadzie, potrafi
zbudowac uktad pomiarowy, przeprowadzi¢ pomiary i je opracowac.
db Tak jak wyzej + wyjasnienie uzyskanych parametrow poszczegdlnych elementéw
uktadu.
Tak jak wyzej + rozumienie mechanizmow dziatania przyrzadow + planowanie
bdb . . .
wiasnych obwodow mikroelektronicznych.

5. CALKOWITY NAKEAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIAGNIECIA ZALOZONYCH
EFEKTOW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

- Srednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywnosci L
aktywnosci
Godziny z harmonogramu studiow 45
Inne z udziatem nauczyciela akademickiego N
(udziat w konsultacjach, egzaminie)
Godziny niekontaktowe — praca witasna
studenta (przygotowanie do zaje¢, egzaminu, 28
napisanie referatu itp.)
SUMA GODZIN 75
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS 3
* Nalezy uwzglednic, ze 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin catkowitego naktadu pracy
studenta.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy n.d.
zasady i formy odbywania n.d.
praktyk
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upowaznionej



